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《微纳米MOS器件可靠性与失效机理》主要介绍了微纳米MOS器件的失效机理与可靠
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性理论，目的是在微电子器件可靠性理论和微电子器件的设计与应用之间建立联系，阐
述微纳米MOS器件的主要可靠性问题和系统的解决方法。全书论述了超大规模集成电路
的可靠性研究现状，提出超大规模集成电路面临的主要可靠性问题；描述了微纳米MOS
器件的主要失效机理和可靠性问题，以及上述各种失效机制的可靠性加固方法等，也是
作者十余年在该领域从事的科学研究和国内外相关研究的部分总结。
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